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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure ~
Section 5: Essai d’immunité aux ondes de choc

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatig

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les g
domaines de ['électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre

2)

3)

4)

a été établie par le sous-comité 65A: Aspects
CEl: Mesure et commande dans les processus

La Norme i
systémes,
industriels.

apartie 4 de la norme CEl 1000. Elle a le statut de publica-
gn accord avec le guide 107 de la CEI.

e est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

65A

778 (BC)25 65A/168/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 5: Surge immunity test

FOREWORD

1) The IEC (international Electrotechnical Commission) is a worldwide organizati
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
promote international cooperation on all questions concerning standardlz
electromc flelds To this end and in addmon to other actlvmes the IEC pub

nical committees on
, express, as nearly as

3) They have the form of recommendations for hed in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the atlo

4) In order to promote international unification, [EC Natlon es undertake to apply |IEC International
Standards transparently to the maximum e} national and regional standards. Any

indicated in the latter.

International Standard
aspects, of IEC t ica

Report on voting

65A
778 (00)25

65A/168/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B and C are for information only.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 1000 de la CEl, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement
Description de I’environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ol elles s comités de

produit)
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d’essai
Partie 5: Guide d'installation et
Guide d'installation
Méthodes et disf
- Partie 9: Divers

Chaque part'fe eb
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 1000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminotogy

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under thees Nity\of th€ product
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guide
Installation guidelines
Mitigation methods anpd

Part 9: Miscellaneous

Each part is further subdivi i iong which are to be published either as inter-
national standar@ i
This section is apAR ation afd which gives immunity requirements and test

procedures related ges and surge currents.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 5: Essai d’immunité aux ondes de choc

1 Domaine d’application et objet

La présente section de la CEl 1000-4 se rapporte aux prescriptions d'immunité pour les
matériels, aux méthodes d'essai et & la gamme des niveaux d'essai recommandés, vis-a-
vis des ondes de choc unidirectionnelles provoquées par des surtensions dues aux
transitoires de foudre et de manoeuvre. Elle définit plusieurs niveaux d’essai se rapportant
a différentes conditions d’environnement et d’installation. Ces pres¢riptions\sont dévelop-
pées pour les matériels électrique et électronique et leur sont 3

Cette section a pour objet d'établir une référence corr B, d\éva des perfor-
mances des matériels lorsque leurs lignes d'alimenta s interconnexion sont
soumises a des perturbations de grande énergie.

Cette norme définit:
— la gamme des niveaux d’'essai;
-~ le matériel d’essai;
— le montage d’'essai;
— la procédure d'essai.

Il nest pa‘
Le coup de foud

de sevéritéNa appliquér a leur matériel.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de
la CEl 1000-4. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente section de la CEl 1000-4 sont invitées a rechercher la possibilité
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les
membres de la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en
vigueur.

CEl 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 5: Surge immunity test

1 Scope and object

This section of IEC 1000-4 relates to the immunity requirements, test methods, and range
of recommended test levels for equipment to unidirectional surges caused by overvoltages
from switching and lightning transients. Several test levels are defined which relate to
different environment and installation conditions. These requirements aré gloped for
and are applicable to electrical and electronic equipment.

connection lines.

This standard defines:

~— range of test levels;
— test equipment;

— test set-up;

- test procedure.

certain threat levels.

It is not intended te
Direct lightning is 18i

enéral basic reference to all concerned product commit-
mittees (or users and manufacturers of equipment) re-

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this section of IEC 1000-4. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this section of IEC 1000-4 are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 50(161): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161:
Electromagnetic compatibility
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CEl 60-1: 1989, Techniques des essais a haute tension — Premiére partie: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEl 469-1: 1987, Techniques des impulsions et appareils — Premiéere partie: Termes et
définitions concernant les impulsions



1000-4-5 © IEC:1995 -13-

IEC 60-1: 1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test
requirements v

IEC 469-1: 1987, Pulise techniques and apparatus — Part 1: Pulse terms and definitions



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



